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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: 

Análisis Estadístico de los Sistemas de Medición
· Código: 300IGI007
· Créditos: 3
· Prerrequisito: Estadística
· Número de sesiones a la semana: 1 sesión
· Duración de cada sesión:  Hrs. : 3 horas cada sesión
· Total horas a la semana:  3 horas por semana
1. Objetivos Generales:
El desarrollo de este curso dentro del énfasis en Operaciones y Calidad, tiene como objetivo conocer y aplicar métodos de análisis cuantitativos para la mejora de calidad en los sistemas de medición, en la identificación de modo y efectos posibles de las falla,  análisis de confiabilidad y dispositivos a prueba de errores, como estrategia que permite el mejoramiento continuo de los procesos Industriales.

Estas metodologías deben contemplarse dentro de toda política de calidad en empresas que deseen incrementar su competitividad.

Objetivos específicos

· Estudiar los conceptos y métodos para evaluar un sistema de medición.
· Realizar y evaluar con técnicas cuantitativas la Estabilidad y sesgo del sistema de medición.
· Desarrollar y analizar estudios de Linealidad de los sistemas de medición.
· Comprender los estudios R&R como procedimientos para conocer la calidad de las mediciones.
· Describir la manera en que se puede realizar el monitoreo del sistema de medición.
· Aplicar los análisis estadísticos en Sistemas de Medición reales, usados en la Industria.
· Aplicar análisis de Confiabilidad  para el cálculo de vida esperada de un producto.
· Describir los aspectos principales de la aplicación de dispositivos poka-yoke.
· Conocer las características y los pasos a seguir en el diseño de un dispositivo poka-yoke.
· Comprender la importancia de aplicar el análisis de modo y efecto de falla a un proceso.
· Mediante un Análisis de Modo y Efectos de las Fallas (AMEF), identificar, caracterizar y asignar una prioridad a las fallas potenciales con objeto de mejorar el proceso.
· Describir cada una de las actividades a realizar para hacer un AMEF bien estructurado y eficaz
· Conocer las diversas características de una AMEF efectivo.
2. Metodología

La metodología propuesta es de aprendizaje activo de las metodologías cuantitativas de los temas del curso por parte del estudiante, complementada con la orientación del docente, respecto a la aplicación correcta de los conceptos y la realización de aplicaciones prácticas. Se realizará seguimiento a un proyecto de semestre realizado por los estudiantes, cuyo objetivo será evidenciar un diagnóstico en los sistemas de medición en una empresa, mediante el uso de los temas vistos en el curso, apoyados en el uso de paquetes Estadísticos y Excel. El estudiante deberá buscar una empresa en la cual desarrollará un diagnóstico del sistema actual de medición que tiene la empresa contactada.

3. Contenido (Nombrar Capítulos)
· Calidad en las mediciones 
· Análisis de Estabilidad

· Análisis de Linealidad

· Análisis de Repetibilidad y Reproducibilidad R&R
· Sistemas de Control de Calidad cero y poka-yoke    
· Confiabilidad 
· Análisis de Modo y Efecto de las Fallas  (AMEF)  
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